
SCHWERPUNKT

Langzeitlagerung elektron ischer Bautei le

Zur Verlängerung der Lebenszyklen von Produkten und lnvestitionsgütern ist es unerlässlich,
die Ersatzteilverfüg barkeit über mehrere Jahre sicherzustellen. Abkündigungen sorgen jedoch
dafür, dass viele elektronische Bauteile bereits nach wenigen Jahren nicht mehr verfügbar sind.
Die daraus resultierende mangelnde E rsatzte ilverf üg ba rkeit elektronischer Komponenten ist
eine bra nchen ü berg reifende Problematik, deren Lösung immense Kosten verursachen kann.

Zur Vermeidung dieser Kosten und zur 0p-

timierung langfristiger Verftigbarkeit hat die

HT\ -firnergruppe, seit mehr al" 30 lahren ei

ner der weltweiten Marktftihrer im Bereich Test,

BauteiJ progra mmieru ng. La ngzeiüon'ervieru ng

und Jagerung sowie Analytik elektronischer

Komponenten, mit dem HTV-TAB@-Verfahren

(Thermisch Absorptive Begasung) als Teil einer

vorau.s(haLenden 0bsoleszenz.Irategie eine

einzigartige Möglichkeit ennvickelt, die Lang-

zeitverfügbarkeit elektronischer Komponenten

mit der geforderten Qualität sicheruustellen.

Hierbei können elektronische Bauteile und

Baugruppen durch Reduzierung der entschei-

denden physikalisch-chemischen Alterungs-

prozesse, die bei herkömmlicher lagerung be-

reits nach 1 2 lahren die Verarbeitbarkeit und

auch die Funktionsfähigkeit der elektronischen

Komponenten gefährden, bis zu 50 lahre und

mehr eingelagert werden.

Das HTV-TAB@ Verfahren
Das HTV TAB@ Verfahren enndglicht die

langfristige Vermeidung yon Korrosions- und

Oxidationsprozessen anhand spezieller Ab-

sorptions-Verfahren (Feuchte, Sauerstoff und

materialabhängige Schadstoffe). Die Alterungs-

prozesse im Inneren des Bauteils (Diffusion auf

Chipebene) sowie die Materialwanderung auf
Chipebene und Anschluss-Pin-Ebene werden

stark verringert. Auch die Gefahr von Whis

kerbildungen (winzige, aus dem Material her-

au5wach\ende Nadeln, die zu KLrT((hlü55en

auf Leiterplatten oder einzelnen Bauelementen

führen können) und Zinnpest wird beherrscht.

Das intermetallische Phasenwachstum (Dif-

fusionsprozess), beispielsweise zwischen der

äußeren linnoeschicl'tung und dem Ba.i.ma-
terial der Anschlusspins, wird dnrch warenspe

zifische thermisch absorptive Begasung dra

stisch reduziert.

Die Qualität, Verarbeitbarkeit und Funktio-

nalität und somit auch die Ersatzteilverfügbar-

keit elektronischer Komponenten ist damit ftir
mehrere Jahrzehnte sichergestellt.

Der Ablauf des TAB@ Verfahrens -_
Basis fih die TAB@-Langz€itkonservierung

bildet eine ausfi.ihrliche Untersuchung und Be-

wertung der zu lagernden Bauteile imVorfeld.

Hierbei werden die aktuelle Alterung\situa-

tion, die vorhandenen Schadstoffe und Risiken

mithilfe von umfassenden und hochmodernen

Analyseverfahren erfasst und die erforderli-

chen Parameter für die Langzeitkonservierung

der Bauteile ermittelt. Die niedrige Temperatur

bzw. entsprechende Temperaturprolile spielen

hierbei neben der spezihschen Absorption aus

gasender Schadstoffe eine wesentliche Rolle.

Zyklische Überwachung und Warenbewer-

tung der eingelagerten Bauteile, stetige Opti

mierung der Lagerungsparameter und regel

mäßige Analyseberichte stellen höchste Qua-

lität und Transparenz während des gesamten

Einlagerungsprozesses sicher

Die Lagerung in Hochsicherheitsgebäuden,

die sich durch massiven Stahlbetonbau, beson-

dere brandverhindernde Atmosphäre und auf-

50 LagerungszeitUahrel

Bej normaler Lagerung kommt es bereits in den ersten zwei Jahren zu 70 80 % Material'
veränderungen.

14

Trockenlagerschränke

N2 - Lagerschränke

Dry-Pack

N2 - Dry-Pack

0,5 12 Lagorungszslt
(Jshr€)

fechnik in Bayern 0412016



9{:'iwäRP1i$t{:

$'endige Alarm und Kamera Überrvachungs-

'y'tcnr. . -'z.ichncn. .tc lt n.bcn oplir i( nel
Lagcrungsbedingungen auch den Schutz vor

Diebstahl und Naturkatastrophen sichcr:

TA86 in der Praxis -
Langzeitlageru ng von Displays

D e l{B I.rrgzeitlnn\p-Lierurs i\r :rr'-

besondere auch fllr Displa,vs, einem der lvohl

anl stärksten i{achsendenden N'lärkte. von es

sentieller Bedeutung. Denn bei vielen Displa,v

Bestandteilen. rvic z.ß. der unterschiedlichcn

Polarisatortblien, ist die konventionelle l-age-

rung als sehr kritisch zu beurteilen. Generell

gibt es wenig Angaben der Hersteller bezüglich

Langzeitlagerung oder Alterung, jedoch lassen

Hinncise aus llatenblättern auf eine maximalc

Lagerungsdauer von l-2 iahren schließen. Die

Displays soilten dunkel bei einer Temperahrr

zrvischen 0 und 35'C uld gerilger relativer

Luftfeuchtigkeit gclagert und nicht dem Son

ncnlicht ausgesetzt ilerdcn.

Eine Lagerung bei erhöhten Temperaturen

(+60 ode{ +80"C) liihrt zu einer \ierringerung

des Kontrastes. Die Lagerung beitieferen Tem-

peraturen führt ten denziell zu einermarginalen

lrhöhung des Kontrastes. \feitcrc Alterurgs
prozesse sind u.a. auch die tenperaturbedingte

Degradation der \telklebung und der l(Lrnst-

stoflkomponenten, die Degradation der OLEDs,

die\ctrtJctungdct lr t cn irhc.n t'ztrciner
AnJcr.rng Jcr {LrrrglichkcI ocI l{ r nJ ,0I ir

zu einer Anderung der Reaktionszeit und des

(onln\Lc' fiihn ode| d-. d.rrrh ].onden\dtion

ver.rr)Jch.e \oro)ion ar Jer I el'troril.blLrre'

Klimakammern im Hochsicherhejtsgebäude.

len und Kunststoftkomponenten (Polarisat0rfo-

lien, Kleb und Dichtungsmaterialien). Im Rah-

men der Langzeitkonscrvierung werden auch

diese Alterungsprozesse durch die speziellen

Lagerungsbcdingungen gestoppt.

Nach der Dokumentation des Ausgangs

zustandes (2. B. lbpographie, N4ikroskopie,

Dichtungen, Kontrastmessungen) und ggl dem

^ussortiererr 
beschädigter oder defekter \{are

crt-olgt dic Einlagerung in Klimakamnern bei

im Vorfeld definierten Temperaturbereichel

und Feuchtegehalten. llin Schutzgascocktail,

'peziel 
lnrFgrr'.-te., lrrostoflab.,'rner'orvie

zyklische Analytik und Inbctriebnahme run-
den die Langzeitkonservierung ab und stellen

die Ijunkti0nalität und Verarbeitbarkeit der

Displays tir vielc lahre sicher.

Kontinuierliche Forschung und
Weiter€ntwicklung

Um weiterhin welhleit fül'irend zu bleiben.

rqird derzeit geneinsam nit Fraunhofer LBF

die Steigerung der Ressourcelelfizienz durc]r

Langzeitlagerung elektronischer/elektrome

charischer Bedieneinheiten erforscht. Vom

Bundesministerium für Ilildung ul,Id Forschung

im Rahmen der hitiative,,KlUU innovativ"

gefördert, untersucht das ir]l Oktober 2015 ge-

startete Projekt das Alterungsvcrhalten neuer

Matcrialien und Technologien.

Dipi. lnq. Holqer Krumrne
Hry Ha b,"it-"r TesT & Vprtr phs-GmhH

I llt<ünaigung: Besümmte elekftonische
Baureile (meist aufgrund von lnnovation und
Konkurrenzdruck) werden ni(ht mehr herge.
stellt und sind somit nicht mehr verfügbär
I Obsoleszenz: Abnutzung bzw Veralrerung

I OLED: organisch€ teuchtdiode

f LC: liquid crystal, Flüssigkristall

I Produzenten stellen Bauteile nur fur den !o
fortigen Verkau{ und nicht zum Einlägern her
Der Käufer muss/sollte im Rahmen der El'atz-
teilverfügbark€it {ür seine Produkte/lnvesti-
tionsgüterabqekündigte Bauleileeinlaqern.
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Neuzustand bei Einlagerung fBei5pie,

lntermetallische Phase

ca. 1,3 pm zum
Einlagerunqszeitpunkt.

4 Jahre mit Standa tdlagerung (Beispiel)

lntermetallische Phase
ca.4,5 ilm.
Starkes
Pha5enwachrtum.

4 Jahre mitTAB"-La getung (Beßptel)
Während bei einer Standard-
lagerung eine ZLrnahme der
intermetallischen Phase, also der
Diffuslon, von ca. 1 pm pro Jahr

feststellbar ist, lässt slch bei der

lntermetallische Phäse
bleibt beica. 1,3 pm.

):l"# :ä".HL rr :i:::ilT,",'.ir,ä,:ii;? 
*'"

1: I r t, tn Bayern A4t2At6
15


